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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工

業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済

産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序文 

この規格は，2008 年に第 1 版として発行された ISO 23830 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，一般的なスタティック二次イオン質量分析法（以下，スタティック SIMS という。）におけ

る正イオンの相対強度目盛の繰返し性，再現性及び一定性を確認する方法について規定する。この規格は，

帯電中和用の電子銃を装備した装置だけに適用できる。この規格は，質量及び強度に対する応答関数の校

正を意図したものではない。応答関数の校正は，装置製造業者又はその他が定めるところによる。この規

格で規定する方法は，装置を使用するときに，相対強度の一定性を確認するデータを提供する。この規格

には，相対強度の一定性に影響する幾つかの装置設定に関する手引も含まれている。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 23830:2008，Surface chemical analysis－Secondary-ion mass spectrometry－Repeatability and 

constancy of the relative-intensity scale in static secondary-ion mass spectrometry（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 記号及び略語 

この規格で用いる主な記号及び略語は，次による。 

A1 ：C3F3及び C2F5のピーク面積の合算平均 

A2 ：C7F13及び C8F15のピーク面積の合算平均 

A3 ：C14F27及び C15F29のピーク面積の合算平均 

d ：ビーム径（μm） 


